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V. Opis programu studiéw

3. KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu

M#1-S1-AiR-AMiP-608

Nazwa przedmiotu

Pomiary w automatyce maszyn

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim | Measurements in the Machine Automation

Obowigzuje od roku akademickiego

2019/2020

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

AUTOMATYKA i ROBOTYKA

Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

ogéblnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiow

studia stacjonarne

Zakres

automatyka maszyn i proceséw

Jednostka prowadzgca przedmiot

Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia

Koordynator przedmiotu

dr inz. Konrad Stefanski

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynalezno$¢ do grupy/bloku przedmiotow Przedmiot specjalnosciowy
Status przedmiotu Obowiazkowy

Jezyk prowadzenia zajeé Polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw - semestr Semestr 6

Wymagania wstepne

Metrologia, Podstawy Elektroniki

Egzamin (TAK/NIE) NIE

Liczba punktéw ECTS 3

Forma . L. wyktad ¢éwiczenia laboratorium projekt seminarium
prowadzenia zajeé¢

Liczba godzin

w semestrze 15 30




EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do

Kategoria Symbol Efekty ksztatcenia efektow
efektu :
kierunkowych
Ma podstawowg wiedze na temat wiasciwosci przetwor-
nikéw pomiarowych i wielkosci fizycznych, ktérych po-

WO01 |miaréw dokonuje sie w automatyce maszyn; dysponuje AiR1 W07
podstawowg wiedzg na temat sposobow wykonywania AiR1 W10
pomiarow w automatyce maszyn.

Wiedza Dysponuje podstawowg wiedzg na temat czujnikéw i
uktadéw pomiarowych predkosci liniowej i katowej, po-

Wwo2 |miaru temperfatu’r, czu1n|l_<ow_ hallotronowych oraz ukta- AIR1 W10
déw do pomiaréw natezenia pola magnetycznego, a
takze filtrow dolnoprzepustowych, gérnoprzepustowych,
pasmowoprzepustowych, pasmowozaporowych.

Potrafi wykorzystujgc wybrane metody catkowania i réz- _

UoL niczkowania numerycznego przedstawi¢ analizy sygna- AiR1_UO1
téw i sygnatéw ciggtych oraz dyskretnych za pomoca AiR1_U08
symulacji cyfrowych.

Umiejetnosci uo2 Potrafi wyznaczy¢ i zidentyfikowaé podstawowe techniki ﬁ:gi—ggé
pomiarowe wystepujgce w automatyce maszyn. ARL U15
, ) . . o AiR1_U08

U03 Potrafi wykonywa¢ podstawowe pomiary wielkosci fi- AIR1_U15
zycznych. AR1 U26
Rozumie potrzebe doksztatcania sie i podnoszenia swo-

) ich kompetencji zawodowych w zakresie projektowania i .
Kompetencje K01 badan zwigzanych z pomiarami dokonywanymi w auto- AIR1_KO1
spoteczne matyce maszyn.

K02 | Potrafi pracowa¢ w zespole. AiR1_KO04

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec”

Tresci programowe

wykfad

Definicje i pojecia podstawowe. Charakterystyka wtasciwosci przetwornikéw pomia-
rowych i wielkoéci fizycznych, ktérych pomiaréw dokonuje sie w automatyce maszyn.
Filtry aktywne - charakterystyka ogdlna; filtry dolnoprzepustowe, gérnoprzepustowe,
pasmowoprzepustowe, pasmowozaporowe. Sposoby wykonywania pomiarow w au-
tomatyce maszyn. Pomiary przemieszczen liniowych i kgtowych. Tensometryczne
czujniki i uktady do pomiaru momentéw, sit i cinien; czujniki piezoelektryczne. Czuj-
niki i uktady do pomiaru temperatur; czujniki hallotronowe; pomiary natezenia pola
magnetycznego i elektrycznego.

laboratorium

W ramach laboratorium przewidziane jest zrealizowanie ¢wiczen dotyczgcych naste-
pujgcej tematyki: wybrane metody catkowania i ré6zniczkowania numerycznego; ana-
liza sygnatéw i systemow ciggtych (transformata Laplace'a)w pakiecie Matlab; analiza
sygnatow i systemow dyskretnych (transformata Z) w pakiecie Matlab; analiza sygna-
téw w dziedzinie czestotliwosci (transformata Fouriera) w pakiecie Matlab; wybrane
algorytmy filtracji sygnatéw pomiarowych; podtgczanie i uruchamianie czujnikéw po-
miarowych z wyjsciem analogowym; podtgczanie i uruchamianie czujnikéw pomiaro-
wych z wyjsciem cyfrowym.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zajec




METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol

Metody sprawdzania efektow ksztalcenia (zaznaczy¢ )

efektu

Egzamin
ustny

Egzamin
pisemny

Kolokwium

Projekt

Sprawozdanie

Inne

wo1

X

w02

uo1

uo2

X
X
X

X

uo3

K01

X

K02

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Fo.rm'i\ Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajeé
wykfad Zaliczenie z oceng Uzyskanie 50 pkt na 100 mozliwych.

laboratorium

Zaliczenie z oceng

Obecnos¢ na zajeciach. Uzyskanie co najmniej 50% punk-
téw z kazdego kolokwium sprawdzajgcego. Uzyskanie pozy-

tywnych ocen ze wszystkich sprawozdan.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéow ECTS

Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obcigzenie studenta nost-
ka
w | C L P
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiow h
15 30
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 h
Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela
3. s 49 h
akademickiego
Liczba punktow ECTS, ktorg student uzyskuje
4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela aka- 2,0 ECTS
demickiego
5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 26 h
6. Liczba punktéow E(_:TS, _ktorq student uzyskuje 1.0 ECTS
w ramach samodzielnej pracy
7 Naklad pracy zwigzany z zajeciami o charakte- 50 h
" | rze praktycznym
8. Liczba punkt.ov’v ECTS, ktéra student uzyskuje 2.0 ECTS
w ramach zajeé o charakterze praktycznym
9. | Sumaryczne obcigzenie praca studenta 75 h
10, Punkty ECTS za modut 3 ECTS

1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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